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Acest ghid pentru lucrari de laborator are ca scop obtinerea
abilitatilor la Intocmirea testelor pentru sistemele combinationale
digitale si dispozitivele memoriei digitale. Practic testarea se
efectueaza in baza microcircuitelor cu logica programabila prin
intermediul limbajului VADL si in editorul Schematic.

Lucrarile de laborator prezente sunt destinate consolidarii
cunostintelor Tn domeniul testarii dispozitivelor digitale, iar
efectuarea lucrdrilor in baza plachetelor de depanare (kit-urilor)
este destinatd aprofundarii cunostintelor practice in acest domeniu.

Ghidul este recomandat studentilor, masteranzilor si
doctoranzilor de profil si reflectd tendintele contemporane de
testare a sistemelor electronice in baza dispozitivelor cu logica
programabila.
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Intocmirea si minimizarea testelor pentru un circuit logic digital
si calcularea rezolutiei pentru aceste teste .........coovvrveieieieireinnnn. 3
Lucrarea de laborator nr. 2
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